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外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种超声波测量装置、超声波诊断装置、超声波测量用片材
以及测量方法。上述超声波测量装置可根据对象物自动地设定合适的参
数。上述超声波测量装置包括：进行超声波的发送处理的发送部；进行
超声波回波的接收处理的接收部；以及进行超声波测量的控制处理的处
理部。发送部通过超声波测量用片材进行向对象物发送超声波的处理，
接收部进行接收来自超声波测量用片材的超声波回波的处理并对处理部
输出接收信号。处理部根据来自接收部的接收信号，对超声波测量用片
材所记录的超声波测量用的代码信息进行解析处理。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/50a37511-8c33-4809-845d-cc9d90eb30c7
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051138146/publication/CN103919572A?q=CN103919572A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN103919572A

